TRANSMISYON ELEKTRON
MIKROSKOBU - 2



Elektron Mikroskoplar
e |ki tur elektron mikroskop vardir.

e SEM (taramali elektron mikroskobu), doku 6rneginden yansiyan
elektronlarin toplanmasi,

* TEM (gecirimli elektron mikroskobu), doku 6rneginin icinden
gecirilen elektronlarin toplanmasi,

 TEM, SEM’e gore cok daha detayli bilgi altyapisi ve zahmetli bir
numune hazirlama islemi gerektiren bir mikroskoptur.

* Yuksek buyultmeler yapabiliyor olmasi, TEM’i biyolojide oldukca
degerli kilmaktadir.

* TEM’in detayli analizler gerceklestirebiliyor olmasi, SEM’in degersiz
oldugu anlamina gelmeaz.



Elektron Mikroskoplar

* Kimi zaman dokula)rln veya hucrelerin ylzeylerinden gorintu
almak gerekebilir. Iste bu noktada arastirmacilar icin TEM yerine
SEM daha kullanish olabilir.

* SEM ve TEM ile yapilacak incelemeler, farkl arastirma amaclarina
hizmet edeceginden ve farkli calisma prensiplerine sahip
olduklarindan, incelenecek doku orneklerinin hazirlanmasi
islemleri de buna gore farklilik gosterir.

* SEM numuneleri nispeten daha kolay ve pratikobir sekilde
hazirlanabilirken, TEM numuneleri angstrom (A) boyutuna kadar
inceltilmekte ve ardindan 6zel doku boyamalari yapilmaktadir.



incelenecek dokunun 6zellikleri

Eger bir numuneyi elektron mikroskobunda incelemek
istiyorsaniz, oncelikle numunenin (doku 6rneginin) kati olmasi
gerekir.

Numunelerin EM’a yerlestirilecegi bolmeler belirli fiziki
sinirlamalara sahip oldugundan bizim numunelerimizin de
belirli boyutlar icinde olmasi gerekir.

Ayrica, numune SEM ile incelenecekse numunenin iletken
(elektrik iletkenligi) olmasi gerekir.

Numunenin kendisi iletken degilse veya iletkenligi zayif ise SEM
numuneleri genellikle karbon veya altin ile kaplanur.



incelenecek dokunun 6zellikleri

* TEM’de incelenecek bir doku 6rneginden elektron geciriminin
saglanmasi icin dokudan cok ince kesitler alinmasi (500 A) ve
kontrast saglanmasi icin de 6zel boyalarla boyanmasi gerekmektedir.

* Elektron hizmesinin dalga boyu i1sik dalga boyundan cok daha
kisadir.

* Bu nedenle ¢ézunurlikte 1000 kat artisa olanak verir.



Transmisyon (gecirimli) elektron mikroskobu (TEM) 3 nm
civarinda ¢ozundurlige izin veren bir gorinttuleme sistemidir.

Bu yuksek ¢c6ziinme gucu ayrintili incelemeler icin 400.000 kata
varan buyultmeye ulasilmasina olanak tanir.

Ancak bu buylltme duzeyi sadece izole makromolekdl ve
partikillerin gérintlilenmesine izin verir.

Histolojide yaklasik 120.000 bluyultme ile cok ince doku kesitleri
ayrintili bicimde incelenebilir.



1 mm 1000 pum
1um 1000 nm
1nm 10 A



Elektron mikroskopta
incelenen bir doku
kesiti, uzun ve yorucu
bir emek sonucu elde
edilebilmektedir.
Histoloji-Embriyoloji
Bilim disiplininde
calisan bir arastirici,
boyle yorucu bir
calisma sonunda
gercegi yansitmayan,
iyi olmamis bir
preparatla
karsilasmak istemez.
Bu yuzden, sonucu
muspet yonde
etkileyecek hicbir
cabadan kacinmamak
gerekir.




Elektron mikroskopta
hicreleri incelemek icin doku
kesitlerinin hazirlanmasi 1s1k
mikroskobundaki islemlere
benzerse de bazi noktalarda
onemli farkliliklar vardir.
Oncelikle doku parcalari cok
daha klclk boyutta
alinmalidir (1mm?3). Ciinka
hlcrelerin ince yapi
dizeyinde korunmasi ve
tespit edilmesi daha onemli
oldugundan tespit soltisyonu
ile cok hizl bir sekilde
etkilesime girmelidir.




Elektron
mikroskobunun yuksek
rezolGsyon gucu
nedeniyle postmortem
degisiklikler kolaylikla
gorulebileceginden
dokular taze olarak
alinmalidir.




i

Doku kesitlerinin
hazirlanmasinda
izlenecek yontem 4
basamakta ele alinir.

TESPIT
GOMME
KESME
BOYAMA
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